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Voltajes de trabajo: 80KV, 200KV

Caracteristicas principales

Observaciones

¢QUE

PODEMOS

HACER?

Imagen

(Resolucion 0.25nm)

Informaciéon morfoldégica y de tamaios (TEM)

Estructura cristalina (Difraccion de electrones & TEM de alta resolucién: HRTEM)
Software baja dosis para la adquisicion de imagen de materiales extremadamente
sensibles al haz de electrones: por ejemplo polimeros, geles, material organicoy

biolagico.

Medidas “In-situ”

Cambios de fase cristalina (Difraccion de electrones)

Estructura de defectos por imagen campo claro/oscuro (BF/DF) y haz débil (WBDF)




